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ダイバータにおけるプラズマ対向材であるタ
ングステンへの，水素同位体の吸蔵・透過特性を
明らかにすることは，炉の安全性と経済性の観点
から重要である．そのため，イオンビームやプラ
ズマを用いた基礎実験が数多く行われている．こ
れには，核融合反応生成物であるHeの影響に関す
る検証も含まれている．しかし，実際のダイバー
タ環境を考えるのであれば，非接触プラズマの影
響についても検証する必要があるにも関わらず，
実際に非接触プラズマを曝露した基礎実験はほ
とんど行われていない．そこで，本研究室の直線
型プラズマ装置TPDsheet-U[1,2]の定常非接触プラ
ズマ生成が可能な点を活かして，重水素の接触・
非接触プラズマをそれぞれ暴露した場合のタン
グステンへの影響を明らかにすることを目的と
した実験を行った． 

実験には，アライドマテリアル社製のITERグレ
ードタングステン（10x10mm, 厚さ: 1mm）を用い
た．タングステン試料片の曝露面を鏡面研磨し，
暴露前に900℃ 30分の焼鈍を行った．この試料片
に，高フラックス（i ~ 1.5x1022 [ions/m2s]）と低
フラックス（i ~ 6.6x1021 [ions/m2s]）の接触プラ
ズマおよび非接触プラズマ（ i ~ 4.9x1022 

[ions/m2s]）を，同程度のフルエンスFi [ions/m2]に
揃えて暴露を行い，暴露後にSEM（電子走査型顕
微鏡）を用いた表面観察と，TDS（昇温脱離装置）
を用いた残留重水素量の計測を行った． 

実験の結果，非接触プラズマ曝露後のタングス
テン表面には，図１に示すような数nmオーダーの
非常に小さな表面変質が確認された．また，重水
素の残留量については，図２に示すように，同フ
ラックス・フルエンスの接触プラズマと比べて非
接触プラズマ曝露後のタングステンの方が小さ
いことが分かった．詳細はポスターにて報告する． 
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図１．SEMによる非接触プラズマ（Fi ~ 5.2x1025 

[ions/m2]）曝露後の試料表面画像（12万倍）． 
 

 

 
図２．TDSから得られた重水素残留量のフルエンス

依存性と曝露条件による違い．各プロットは，
●が高フラックスの接触プラズマ，●が低フ
ラックスの接触プラズマ，●が非接触プラズ
マを示している．Tedgeは熱電対で計測した試
料片の端の温度，Einは入射エネルギーを意味
している． 
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